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摘要(译)

透壁性评估装置或探针，用于制造探针的透壁性评估装置的方法，以及
用于评估病变的透壁性的方法。在一个方面，透壁性评估装置或探针通
常包括手持式细长壳体（30），具有第一端和第二端的布线（20），电
连接到布线第一端的至少一个组织触点（26），以及端子连接器（28）
电连接到布线第二端。在另一方面，用于评估病变的透壁性的方法通常
包括建立第一组织区域的第一电描记图，消融第二组织区域以形成消融
的病变，建立第一组织区域的第二电描记图，以及比较第一和第二电描
记图以评估消融的病变的透壁性。
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